Aluminum f

Li <0.005
F 0.16
Na 0.3
P 0.88
ca 0.6
Cr 0.04
Ni 012
Cs <0.005
0.06
Pr 0.03
Gd 0.7
EY 0.01
Ge <0.01
<0.005
<0.001
Zr 0.01
Nb <0.005
Rh <05
Pd <0.010
In <0.010
Sn <0.050
= Ta <1
W <0.01
Ir <0.005
Pt <0.01
Pp <0.01.
U 0.001
Yb <0.005
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Stock Number: 11376
Lot Number: 121K33
AnalysiS, ppm
Be <0.005
Mg 0.24 Al
S 0.7 Cl
Sc 0.01 Ti
Mn 0.03 Fe
Sb 0.035 Te
Ba 0.01
Nd 0.15 Sm
To  0.01 Dy
Cu 0.6 n
As 0.04 Se
Sr <0.005
Mo <0.01
Ag <0.01
Ly <0.005
C
Re <0.005
4
Au  <0.05 Hg
Bi <0.005
Tm <0.005
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ck, Puratronic, 99.997% (metals basis)
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B <0.1
Matrix Si 0.7
2 K <0.010
0.045 \ 0.016
0.8 co 0.02
<0.01 | <0.005
ta 1.1 Ce
0.008 Eu <0.005
0.05 Ho <0.005
0.3 Ga 0.02
<0.005 Br
¥ 0.03
Ru <0.010
Gcd <0.010
Hf <0.005
Os <0.005 :
<0.01 Tl <0.005
Th 0.0058
s
6300 o Fax: (978) 521-6350

/Bulk Sales: (888) 343-8025



Aluminum foil, 0.5mm (0.02in) thick, Puratronic, 99.998% (metals basis)

Ag  <0.0059
Be <0.0015
Cl  <0.061
Fe  0.29
In <0.0070
Mg 045
Na  <0.0039
Pd  <0.0089
Si 6.8
U* 042
Zr  0.035
Certified by:
Quality Control

30 Bond Street » Ward Hill, MA 01835-8099 USA e Telephone: (978) 521-6300  Fax: (978) 521-6350

Stock Number: 11374
Lot Number: 111K19

Analysis, ppm
As <0.0025 Au <0.040
G <12.0 Ca 0.031
Cr 0.84 Cu <0.38
Ga 0.017 Ge <0.0097
K <0.056 La 0.0013
Mn 0.099 Mo  0.027
Ni <0.0038 O <15.0
S <0.0038 Sb <0.0062
Sn  <0.0088 Th* 0.44
w <0.0039 V 0.066

¥ Results in ppb
Trace analysis by GDMS

Alfa Aesar

A Johnson Matthey Company

Ce

Li
N
P
Se
Ti
Zn

0.22
0.0023
<0.071
0.15
<0.0014
2.43
0.10
<0.037
0.47
0.073

CERP

1SO 9002
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CERTIFICAYE OF ANALYSIS

This certiticate siates the tachnique(s) of analysis used, the fimits
of defection: applicable ard the metollic impurities deteded in the
spacified batch of materiad.

ANALYTICAL TECHNIQUE

All betches of materiul supplied with ¢ Certificate of Analysis arg
anulyzed in JM approved anclylice! laboratories. The prindpal
tecnigue employed is optical emission arc spectrography using
one or more of the following instruments.

a) 3.4 m Ebert grating spectrograph
b} Large, medium or smoll quartz prism spectrograph
¢ 15 m dired-rauding spectrometer

Ar: uccurately weighed sample is placed in o batch-onelyzed high
parity greahite wotzr-ocled cup anode and totolly consumed in o
d.c. ore af o prescribed current,

In cases where instruments other than the direct-reading spedrome-
fer are used, the spectra of the sumple and the reference meteriols
are recorded on u phetogrophic plote. The line intensities of impurities
in the sample ore then compared with those of the elements of
known concentrtion in a ronge of reference materiols.

When using a direc-reading spedrometer the line intensity data ere
processed electronico ly.

Supplementury Methods

For terlain muterials the results obtained by emissions spedtrography
may be supplemented by figures cbteined sing one or more of the
fechniques listad helow:

i) uy ond visible specirophatometry

i) atomic absorbion specrometry

iif} tlemedess atomic ahsorblion spectrometry

v} x-roy fluoresence specliometry

v} diemical pre-concentration followed by
instrumental anelysis

vi) ion selective efetirods anafysis

vii} amission spetiromelry using ur indutlively
covpled plusisa source {ICP)

vili) mass specrography

ix) wet chemicaf onoiysis

Collibration

The reference materials in JM approved unalytical loboratories
for the analysis of each meterial are prapered by the incrementul
udditicn of impurities o o speciolly selacted mairix, in which the
resictuat impurities liava heen defermined by the most sensitive
and refiable technigua available,

Sampling
Euch hetch of material is homogenseus and duplicate samples
ore ¢nafyzed.

CERTIFICAT DIANALYSE

(e cerlificat précise la méthode d'snatyse utilisée fes limites de
detection pazticufibres ot los impuretés métalliyues dans un lot
spédificue de produit,

TECHNIQUE ANALYTIGUE

(hague lof de produit fourni aver certificet d'onafyse est analysé par
un faberatolre ogréé par Johnson Medthey. Lu principale technique
ulilisse ust la spectrographie oprique &'émission d'crc en utilisant
o ou plusiears des équipments suivants:

o) spectrographe d réseau Ebert 3.4m

k) spectrographe o prisme de quartz,
grond, moyen ou peti

O specromére  ledure divette 1.5m

Ur échantillon peécisémant pesd est plocé durs un anode de
graphite ultrepure d'analyse connue of refroidie 4 'env. Celui-ci est
alors completement brélé dons un arc & courans confinu sous uae
intensité ndéquate.

Dans les cas ofi sont uiilisés des instruments autres qu le
speddrometre i berture direle, les spectres de Iéchantilion of des
produifs ételons sont enregistrés sur une plague photographigue.
Les intensités das roies des mpuretés de I'échantillen sont alors
tomparces avec cellas das Sléments do concentration wnnue de
lo gemme dfolon.

Quond on ulidise un spectromatre & feclure directe, les dingrammes
d'intensité des raies sont traités lectroniquement.

METHODES SUPPLEMENTAIRES

Pour certains nutériaus, les résuliats provenant de lo speciographie
d'émission pevvent &g complétés par ceux oblenus par une ov
plusieurs des techriques menfionnées d-cprés:

i) spectrophotométria en ultrgvislet of en lomigre visibie
i) spadrométria dobsorplion mlomique
iii} spedroméirie Fabsorption atomigue sans Hamme
i) spectrométrie par fluorescence uux rayons X, .
W) peéeencentrafion thimique suivie par
une analyse ingramentele
v} analyse par élatirede & séledion dions
vii) spectrométrie 'émission ulilisant une source
plasme inducivement couplée {ICR)
i) spedrographie de masse
ix}) analyse chimique por voie humide

EYALONMNAGE

Los procuits de références wilisés dons les faborutoires agréds par
Jahnson Motthey peur I'onalyse de chaque metériau sont préparés
per l'addition riossante d'impiretés dans une matrice soignevsement
sélectionnée duns laguelle les impuretés sont détermindes por les
méthotles jas plus finbles et prédises.

ECHANTILLONAGE
Chegue lot de matérinu est soigneusement homogénéisé et deux
gchuntilions sont anelysés

ANapyrEMN-ZERTHFIAT

Diesas Zprtifikat beschreibt die angewendte{n) Analysentechnik{en),
dia Nuchweisprenzen und diz metalischen Verunreinigungen in
dieser spezifischen Materialcharge.

ANALYSENTECHPEEK

Alle Matericlchorgen, die mit einem Analysenzertifikat geficfert
werden, siad in vor Johrson Mafthey yepriifier anolylischen Labors
anclysier! worder. Die grundsitzlich angewandte Methode ist

die Emissionsspekirographie, wohei eines oder mehrere der
nochgtehenden Gerdte benutzl werdan:

o) 34m Ebort-Gitter-Spekirograph
b) Quarzprismenspekirogropk grop, mittel ader klein
¢ 1.5m Anglogspekiromeler

Eing genau obgewogens Probie wird in eine verler thorgenonalysisrte
hothreine, wosserpekiihite Graphitanode eingebracht und in cinem
Gleichstromlichthogen viilig verbraucht,

In Fiiflen, wo andere Insirumente ols Analogspekiromeler verwen-
ot werden, werden die Spekiren der Prohe vnd dos Relorenzmaterials
ol Photoplaten festyehalten. Die Linen-Intensitit der Verunriniguegen
der Probe wird dorn mit den £lementan verglichen, deren
Konzentrotion in den Standardaraben bekann ist.

Wenn ein Analogspekirometer berutzt wird, werden die
Linienintensitdsdoten elektronisch verarheitet.

ERGANZENDE METHODEN

Die durch Emissionsspekirogruphie erheltenen Resultate werden fiir
einige Stoffe durch Werle ergiinzl die mit einer ader mehreren: der
nethfolgenden Techniken erzieh wordan:

i) Spekiralphotometrie {UV und sichthares Licht)

i} Atemabsorptions-Spekirometria

iii} Flammeniose Atomabsorptions-Spekiromalrie

iv) Ronigentluorescenzspeldrometrie

v chemische Anreicherung und nochfolgende
instrumenienanclyse

vi} Réntgenfluoroszenzspektrometrie .

vii) Plosma-Emissionsspektrometrie (1CP)

viii) Mossenspektragraphis

ix} nasschemische Analysen

EICHUNG

Dig Referenzmaterichier, die in fohnsor Motthey-gepriiften
Laborttorien fiir die Analyse jedes Metericls henuiat werden,
werden durth die schrittweise Beimischung von Yerunreinigungen
zu einer speziellen Malrix, deren Restverunreinigungan durch die
jeweils emplindlichsten ynd zoverlissigsien Methoden bestimmt
wurden hergestelh,

BEMUSTERUNG
Jade Motericicharge ist homagen und zwei gesonderle Master sind
gnaiysiert worden,




